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摘要(译)

公开了用于分析样品中一种或多种分析物的存在的方法，装置和设备。
使样品与包含多个p-n结纳米线对的阱接触。纳米线对中的一个成员包括
捕获部分，并且纳米线对中的一个成员是激发纳米线，而另一个成员是
检测纳米线。接触在分析物与相应结合配偶体结合的条件下进行。激发
纳米线用于激发与捕获部分结合的发光标记，并且检测纳米线用于检测
由发光标记的激发产生的信号。信号的量与样品中分析物的存在和/或量
有关。
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